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Véc: Zména zadavaci dokumentace €. 1

K vefejné zakazce v nadlimitnim rezimu na dodavky s nazvem: ,,CATRIN/RCPTM - RTG-
fotoelektronovy spektrometr®, zadavané v otevieném fizeni, uvefejnéné ve VVZ pod evid.
C.. 22021-034889, Vam v souladu se zakonem ¢&. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych
zakazek, v ucéinném znéni, (dale jen ,Zakon®) sdélujeme nasledujici zménu zadavaci
dokumentace:

Zadavatel timto opravuje nepfesnosti technickych parametrli uvedené v ¢l. 2.2.1. zadavaci
dokumentace, kdy se nasleduijici text tohoto ¢lanku:

Zakladni technické parametry:

Zarizeni musi obsahovat:

Analytickou komoru vybavenou kompletnim vakuovym systémem s automatickym
fizenim pro dosazeni podminek ultravysokého vakua (min. 5x10-° mbar)
Monochromaticky zdroj RTG zafeni - Al Kq linie

Komoru pro vkladani vzorkl s automatickym pfesunem vlozeného drzaku vzork( do
analytické komory

Automaticky stolek s moznosti pohybu min. ve tfech osach (X, Y, Z) s moznosti Uhlové
rozlisené XPS (Ize fesit i samostatnym drzakem vzorkd pro tuto variantu méreni) a
azimutalni (kompucentrické) rotace

180° hemisféricky analyzator

Systém zaijistujici automatickou neutralizaci naboje na povrchu analyzovaného vzorku
Integrovany vypékaci systém s automatickym rezimem odplynéni vakuové soustavy
spektrometru po vypékani pro dosaZeni podminek optimalnich hodnot vakua, bez
nutnosti provadét hardwarové Upravy zafizeni pfed vypékaci procedurou

lontové délo pro odprasovani a neutralizaci povrchu vzorku pomoci Ar* iontl s plné
automatickym rezimem nastavenim iontového déla

Chladici systém zafizeni pracujici na principu voda/vzduch

Zafizeni musi umoznovat:

Automaticky rezim pro nacitani fotoelektronovych spekter z pfedem nadefinovanych
oblasti na povrchu vzorku, v€etné automatické kalibrace vysky vzorku, nastaveni
iontového déla, optimalizace elektronovych ¢ocek a nastaveni detektoru.
Analyzu vzork( jak v rezimu pfehledového spektra, tak v rezimu RTG fotoelektronové
spektroskopie ve vysokém rozliSeni (HR-XPS) z volitelného bodu na vzorku —
s energiovym rozliSenim (FWHM) po odecteni linearné interpolovaného pozadi na:

o energetickém pasu Ag 3d5/2 < 0,40 eV

nebo

o energetickém pasu Si 2p3/2 < 0,50 eV
Analyzu malych oblasti s velikosti RTG svazku na analyzovaném vzorku < 20 um
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Hloubkové profilovani odprasovanim vrstev Ar* ionty

Chemické mapovani povrchu vzorku, liniové analyzy a vicebodové analyzy
Charakterizaci povrchu pevnych vzork(l metodou ,reflected energy electron loss*
spektroskopie (REELS)

Plnohodnotnou analyza magnetickych i nemagnetickych material v ramci jednoho
drzaku vzorku

Orientaci na vlozeném vzorku pomoci barevné fotografie a/nebo barevného videa
v realném Case

Soucasti dodavky dale musi byt:

Kompletni vakuovy systém

Ridici jednotku s OS Windows 10

Sada drzaku vzorku

Software pro ovladani pfistroje a pro vyhodnocovani dat (min. 1 licence pro offline
rezim)

se nahrazuje textem:

Zakladni technické parametry:

Zafizeni musi obsahovat:

Analytickou komoru vybavenou kompletnim vakuovym systémem s automatickym
fizenim pro dosazeni podminek ultravysokého vakua (min. 5x10-° mbar)
Monochromaticky zdroj RTG zareni - Al Kq linie

Komoru pro vkladani vzorkd s automatickym pfesunem vlozeného drzaku vzorkd do
analytické komory

Automaticky stolek s moznosti pohybu min. ve tfech osach (X, Y, Z) s moznosti uhlové
rozliSené XPS (Ize feSit i samostatnym drzakem vzorkd pro tuto variantu méfeni) a
azimutalni (kompucentrické) rotace

180° hemisféricky analyzator

Systém zaijistujici automatickou neutralizaci naboje na povrchu analyzovaného vzorku
Integrovany vypékaci systém s automatickym rezimem odplynéni vakuové soustavy
spektrometru po vypékani pro dosazeni podminek optimalnich hodnot vakua, bez
nutnosti provadét hardwarové Upravy zafizeni pfed vypékaci procedurou

lontové délo pro odprasovani povrchu vzorku pomoci Ar* iontd s piné automatickym
rezimem nastavenim iontového déla

Chladici systém zafizeni pracujici na principu voda/vzduch

Zarizeni musi umoznovat:

Automaticky rezim pro nacitani fotoelektronovych spekter z pfedem nadefinovanych
oblasti na povrchu vzorku, v€etné automatické kalibrace vysky vzorku, nastaveni
iontového déla, optimalizace elektronovych ¢ocek a nastaveni detektoru.
Analyzu vzorku jak v rezimu pfehledového spektra, tak v rezimu RTG fotoelektronové
spektroskopie ve vysokém rozliSeni (HR-XPS) z volitelného bodu na vzorku —
s energiovym rozlisenim (FWHM) po odecteni linearné interpolovaného pozadi na:

o energetickém pasu Ag 3d5/2 < 0,50 eV

nebo
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o energetickém pasu Si 2p3/2 < 0,50 eV

- Analyzu malych oblasti na analyzovaném vzorku < 20 um

- Hloubkové profilovani odprasovanim vrstev Ar* ionty

- Chemické mapovani povrchu vzork, liniové analyzy a vicebodové analyzy

- Charakterizaci povrchu pevnych vzorkl metodou ,reflected energy electron loss*
spektroskopie (REELS)

- PInohodnotnou analyza magnetickych i nemagnetickych materiald

- Orientaci na vlozeném vzorku pomoci barevné fotografie a/nebo barevného videa
v realném Case

Soucasti dodavky dale musi byt:

- Kompletni vakuovy systém

- Ridici jednotku s OS Windows 10

- Sada drzaka vzorku

- Software pro ovladani pfistroje a pro vyhodnocovani dat (min. 1 licence pro offline
rezim)

Zadavatel v souladu s § 99 odst. 2 Zakona prodluzuje timto lhGtu pro podani nabidek
uvedenou v €l. 11 odst. 11.1. zadavaci dokumentace a v ¢l. IV.2.2) a IV.2.7) Oznameni o
zahajeni zadavaciho fizeni uvefejnéném ve Véstniku vefejnych zakazek takto:

Lhuta pro podani elektronickych nabidek konéi dne 10. listopadu 2021 v 09:00 hodin.

Nabidky se podavaji v elektronické podobé prostiednictvim Zadavatelem stanoveného
elektronického nastroje E-ZAK dostupného na https://zakazky.upol.cz/vz00004359.

Ostatni zadavaci podminky zUstavaji v platnosti beze zmény.

S pozdravem
Digitalné podepsal
Mg r. Petra Mgr. Petra Jungova

4 Datum: 2021.10.07
J u ngova 21:21:22 +02'00'

Mgr. Petra Jungova, LL.M.
kontaktni osoba ve vécech verejné zakazky
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